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Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:

Zaliczenie

Jezyk wykladowy:

polski

Skrécony opis:

¢ Wyktady prowadzone gtéwnie w formie audiowizualnej.

o Cwiczenia laboratoryjne zwigzane z zagadnieniami omawianymi na wyktadzie, obejmujg przypomnienie, utrwalenie i
usystematyzowanie wiedzy uzyskanej podczas wyktadu i pracy wtasnej. Cwiczenie laboratoryjne ukierunkowano na
samodzielne wykonanie przez studentow eksperymentow i ich zweryfikowanie badz na przygotowanie procesu
pomiarowego i przeprowadzenie go.

e Zaréwno wyktad jak i éwiczenia laboratoryjne prowadzone sg metodami rozwijajacymi twércze myslenie u studentow,
pobudzajgc do dyskusji i samodzielnej pracy wlasne;j.

Opis:
1. Charakteryzacja warstw pétprzewodnikowych —wybrane elektrooptyczne metody pomiarowe (2 h)
2. Fotolitografia, trawienie chemiczne i trawienie jonowe (2 h)
3. Pomiar efektu Halla metodg Van der Pauwa (2 h)
4. Nanoszenie kontaktow elektrycznych i pasywacja powierzchni. (2 h)
5. Parametry detektoréw podczerwieni — charakterystyki |-V i charakterystyki widmowe (2 h)

Tematyka zaje¢ laboratoryjnych:

1. Pomiar profilu powierzchni pétprzewodnikow z wykorzystaniem oprogramowania VISION ® firmy Veeco i Skaterometru
laserowego (4 h)

2. Fotolitografia (4 h)

3. Trawienie chemiczne (4 h)

4. Trawienie jonowe. (4 h)

5. Pomiar charakterystyk widmowych detektoréw z wykorzystaniem monochromatora i spektrofotometru. (4 h)
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Efekty ksztalcenia:
W1 Zna zasady metod spektroskopowych badania powierzchni. Posiada wiedze o metodach badania wtasnosci cieplnych,

W2

W3

u1

U2

U3
K1

optycznych, elektrycznych i magnetycznych. Zapoznany jest z technikami komputerowymi w badaniach sktadu chemicznego
warstw i wlasciwosci elektrooptycznych materiatow potprzewodnikowych. - K_W03, K_W12, K_W13.

Ma wiedzg w zakresie podstawowych problemoéw zwigzanych z pomiarami elektrycznymi i elektrooptycznymi struktur
potprzewodnikowych a takze z czgsciowg badz peing automatyzacjg pomiaréw z wykorzystaniem dostepnych programéw
komputerowych. - K_W03, K_W05, K_W12, K_ W14,

Zna metody selektywnego trawienia materiatow potprzewodnikowych, poszczegéine etapy procesow fotolitograficznych,
technologie nanoszenia kontaktoéw elektrycznych i montazu struktur potprzewodnikowych - K_W03, K_W12, K_W13.

Potrafi wykorzystac do formutowania i rozwigzywania zadan inzynierskich i prostych probleméw badawczych metody
analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. - K_U03, K_U04, K_U05, K_U08.

Potrafi dokona¢ identyfikaciji i sformutowa¢ specyfikacje prostych zadan inzynierskich o charakterze praktycznym w zakresie
obrobki i charakteryzaciji warstw potprzewodnikowych. Potrafi wykorzystywaé narzedzia programistyczne do
zautomatyzowania badan. K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10.

Posiada umiejetnosci samoksztalcenia sie — K_U06.

Ma $wiadomo$¢ poziomu swej wiedzy i umiejetnosci oraz potrafi okresli¢ kierunki dalszego uczenia sie i efektywnie
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realizowac proces samoksztalcenia — K_KO1.
K2 Poftrafi pracowac¢ w zespole i ma $wiadomo$¢ odpowiedzialnosci za wspolnie realizowane zadania — K_KO03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot konczy sie zaliczeniem pisemno-ustnym.

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z ¢wiczen laboratoryjnych oraz zdania pisemno-ustnego
sprawdzianu zawierajgcego pytania otwarte.

Osiagniegcie efektow W1, W2, W3, U1, U2 i K1 weryfikowane jest podczas zaliczenia koficowego, efekty W3, U3, i K2
sprawdzane sg w trakcie realizacji ¢wiczen laboratoryjnych.

ocena 2 — ponizej 50% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3 — 50 + 60% poprawnych odpowiedzi;
ocena 3,5 — 61 = 70% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4 — 71 + 80% poprawnych odpowiedzi;
ocena 4,5 — 81 + 90% poprawnych odpowiedzi;
ocena 5 — powyzej 91% poprawnych odpowiedzi.

a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposéb twérczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sig
samodzielnoécig w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwaty w pokonywaniu trudnosci oraz systematyczny w pracy.

Ocene dobra otrzymuje student, ktory posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym.
Potrafi rozwigzywac¢ zadania i problemy o $rednim stopniu trudnosci.

Oceng dostateczng otrzymuje student, ktdry posiadt wiedze i umiejetnoéci przewidziane programem nauczania w stopniu
dostatecznym. Samodzielnie rozwigzuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnosci. W jego wiedzy i umiejetnosciach
zauwazalne sa luki, ktére potrafi jednak uzupetni¢ pod kierunkiem nauczyciela.

Ocene niedostateczna otrzymuje student, ktéry nie posiadt wiedzy, umiejetnosci i kompetencji w zakresie koniecznych
wymagan.

Na koncowsg ocene skiadajg sie oceny uzyskane na sprawdzianie koficowym, ocena z ¢wiczen laboratoryjnych oraz
zaangazowanie i sposob podejscia studenta do nauki.

Laboratorium — zaliczenie ¢wiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen z wykonanego osobiécie ¢wiczenia i sprawdzania.

Ocene bardzo dobra otrzymuje student, ktory posiadt wiedze, umiejetnosci i kompetencje przewidziane efektami ksztatcenia,

Praktyki zawodowe:

brak

Forma studiow

stacjonarne

Rodzaj studiéw

Il stopnia

Rodzaj przedmiotu

wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

=  Fizyka ogdina
= Podstawy Fizyki Ciata Statego

Wymagania wstepne: teoria elektromagnetyzmu
Wymagania wstepne: struktura pasmowa, podstawy fizyki
potprzewodnikow

Programy

semestr studiow |
kierunek: inzynieria materiatowa
specjalnosé: nowe materiaty i technologie

Forma zajec¢ liczba godzin/rygor

semestr x- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady ¢wiczenia laboratoria projekt seminarium
1 30 10/ + 20/ + 2
Autor
dr inz. Pawet Madejczyk
Lp. Aktywnos¢ Obcigzenie w godz.
1 Udziat w wyktadach 10 )
2 Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10
3 Udziat w ¢wiczeniach
4 Samodzielne przygotowanie sie do cwiczen
5 Udziat w laboratoriach 20
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw 20
7 Udziat w seminariach o
8 Samodzielne przygotowanie sie do seminariow
9 Realizacja projektu
10 Udziat w konsultacjach - 2
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11 Przygotowanie do egzaminu
12 Udziat w egzaminie

Godz. ECTS
Sumaryczne obciazenie pracg studenta 62 2
Zajecia z udzialem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 32 1
Zajecia o charakterze praktycznym: 5+6+9 40 1,6
Zajecia powigzane z dziatalnoscig naukowa: 1+2+3+4+7+8 20 1

AUTOR
KARTY INFORMACYJNEJ

Moy

dr inz. Pawet Madejczyk
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